第二次科研培训
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以上是输出的图像 发现上面有乱码[image: ]
[image: ][image: ]并且有这条报错 我意识到是字体配置警告 于是换成英文
[image: ]得到正常输出 接下来我应该测试多组数值 我觉得一个一个换太麻烦了 于是重新写了如下代码
这次我们就可以做到同时输出多组数据了！！ 
[image: ]PS 其实这里删除之前的代码也不简单 我嫌弃一直按着back太烦人 所以去搜寻linux批量删除的方法——找到了vim 也是老师提过的东西
[image: ]现在我只要vim esc 50dd 就可以了 很舒服
图像如上
透过图像看看不同N、不同bin大小对拟合结果的影响
N
样本量 N 决定了数据的统计涨落大小拟合均值的统计误差，样本量越大，拟合均值越接近理论值，波动越小；样本量对标准差拟合精度的提升速度略慢于均值，但整体趋势一致。
小样本量（N<1000）：直方图形状不规则，存在明显的统计涨落，拟合曲线与直方图的吻合度较差，通常偏离 1 较多；大样本量（N>5000）：直方图形状非常接近理论高斯分布，拟合曲线几乎与直方图重合。、
Bin
分箱数决定了直方图的分辨率，过大或过小都会导致拟合结果变差，每个 bin 的平均计数应在 5~50 之间，既能保证足够的分辨率，又能控制统计涨落
总的来说
无论分箱数如何优化，小样本量永远无法得到高精度的拟合结果。当N<500时，即使选择最优分箱数，拟合误差也会大于 0.5。
二、插值与拟合的区别
插值要求近似曲线严格通过每一个已知数据点，适用于数据精确无噪声的场景。拟合则不要求通过所有点，只追求整体误差最小化，适用于含测量噪声的实验数据。
应用举例
插值：图像缩放（双线性插值）、数值积分中的函数逼近
拟合：实验 - 曲线提取物理参数、回归预测
常见原理
拉格朗日插值：
三次样条插值：分段三次多项式，连接点处二阶导数连续
最小二乘拟合：最小化 
拟合质量评估指标
决定系数 ，越接近 1 越好
均方根误差 ，越小越好
约化卡方 ，接近 1 表示模型合理
AIC ，越小越好（含对参数数量的惩罚）

三、目前已知的基本粒子及分类
标准模型中基本粒子共 61 种（含反粒子与色荷计数的独立态）。
夸克 — 参与强相互作用，带分数电荷（ 或 ），有 3 种色荷，禁闭于强子内部。分三代：第一代包括上夸克 (u)、下夸克 (d)；第二代包括粲夸克 (c)、奇夸克 (s)；第三代包括顶夸克 (t)、底夸克 (b)。
轻子 — 不参与强相互作用，无色荷，带整数电荷（ 或 ）。包括电子 (e)、 子、 子（各带 电荷），以及电子中微子 、 子中微子 、 子中微子 （电荷为 0，质量极微小）。
规范玻色子 — 自旋为 1，传递基本相互作用。包括光子 （电磁力，质量 0）、胶子 （强力，质量 0）、 和 （弱力，质量约 80.4 GeV 和 91.2 GeV）。
希格斯玻色子 — 自旋为 0，通过希格斯机制赋予其他粒子质量。实例为 ，质量约 125.25 GeV。
反粒子 — 每种粒子对应一个反粒子，质量相同、电荷相反。

四、径迹探测器为何主要通过电磁相互作用测量粒子信息
带电粒子在介质中通过电磁相互作用损失能量，这是径迹探测器能"看到"粒子的物理基础。
电离能损由 Bethe-Bloch 公式描述： 它是探测器能量沉积的理论基础。
库仑散射由下式描述： 决定了径迹方向扰动，是动量分辨率的理论极限来源。
洛伦兹力：带电粒子在匀强磁场中偏转， 曲率半径 与横向动量 成正比，这是测量粒子动量的原理。
为什么不用强/弱相互作用？ 强相互作用力程仅约 m（核力程），宏观探测器无法利用；弱相互作用截面极小，平均自由程远大于探测器尺度，根本留不下径迹；引力则太弱，效应可忽略。
总结：电磁相互作用是唯一能在宏观尺度上稳定、可重复地传递带电粒子信息的相互作用。电离能损产生可收集的信号，库仑散射影响径迹方向，洛伦兹力将动量映射为可测量的曲率——三个效应全部由电磁力主导。中性粒子（、、）需先转换为带电粒子（如 ）才能被径迹探测器探测。
李博韬 电子科技大学
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botaolee@fedora: ~ — nano gauss.C
oid gauss()
double miu
double sig =

double low
double high

int N
int bin_num = 56;

TCanvas *c1 = new TCanvas("c1","Gaussian Distribution Fitting Experinent”,908,608);
THID *h1 = new TH10("h1","Gaussian Random Fit;Value;Counts",bin_num,low,high);

for(int i=8; i<l; is)

double nun = gRandom->6aus(miu, sig);
h1->Fill(num);
}

h1->Fit("gaus”,"");
h->DranQ);

TF1 *fit_func = h1->GetFunction("gaus");
double miu_fit = fit_func->GetParameter(1);
double sig_fit = fit_func->GetParameter(2);

cout << "=====Fit Result vs Theory << endl;
cout << "Theory mean: " << miu << " Fit mean: " << miu_fit << endl;
cout << "Theory sig: " << sig << * Fit sig: " << sig_fit << end

cout << "N = " << N << " Bins = " << bin_num << endl;
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botaolee@fedora:- — nano gauss.c

®

lm gauss()
{

double miu = 50.0;
double sig = 10.8
double low = 20

double high = 80;

int N-list[]

= {366,800, 1500,3000, 6009, 12000, 25000} ;
int bin_List[] =

{15,25,48,68,85,110,148) ;

for(int I 1 N_list)

For(int bin_num : bin_list)
TCanvas *c = new TCanvas(Forn("c_%d_%d", ,bin_num),Forn("N=%d Bins=%d",,bin_nun),900,600);
410 *h = new T110(Form("h_%d_Xd", ,bin_nim) , "Gaussian Random Fit;Valus;Counts",bin_num, low,high);
For(int i=jiciiies)
{
double nun =

gRandon->Gaus(miu, sig);
ho>FilL(num) ;
}

h->Fit("gaus","0");
h->Draw();

T *fit_func = h->GetFunction("gaus");
double miu_fit = fit_func—>GatParameter(1);
double sig fit = fit_func->GetParameter(2);

cout << " " << ondl;
cout << "Sample Number: " << Il << endl;
cout << "Bin Amount: " << bin_num << endl;
cout << "Fitted Mean: " << miu_fit << endl;
cout << "Fitted Sigma: " << sig_fit << endl;
cout << " << endl;
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void GaussStudy()
a
double mean_theo = 50.0;
double sigma_theo = 10.0;
double x_low = 20;
double x_high = 8
int Il = 10000;
int bin_num = 50;
TCanvas *c1 = new TCanvas("c1","& i % % & %% ",900,600);
THID *h1 = new THID("h1", "B Hi B LB IS ;28 ;3 % ", bin_num, x_low,x_high);
for(int i=;i<i;i++)

{

double num = gRandom->Gaus(mean_theo, sigma_theo);

h1->Fill(num);
}
h1->Fit("gaus"
h1->Draw();
TF1 *fit_func = h1->GetFunction("gaus");
double mean_fit = fit_func->GetParameter(1);
double sigma_fit = fit_func->GetParameter(2);

cout<< = NELERML "<<endl;

cout<<"E LI {E : "<<mean_theo<<" MWEHYE: "<<mean_fit<endl;
cout<<"EIEIRMEE : "<<sigma_theo<<" EIFEE: "<<sigma_fit<<endl;
cout<<"HE BN = "<ic<" Bin# B = "<<bin_num<<endl;
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